
1. Disciplina 
 

02101P – Caracterização de Compostos Inorgânicos  
Carga horária: 45 horas 
Créditos: 03 
Caráter: Optativa  
Duração: Semestral 

 

 

2. Ementa 

Introdução sobre síntese e caracterização de compostos inorgânicos metálicos. Conceitos 
básicos, manuseio de equipamentos, aquisição e interpretação de resultado e preparação 
de amostras inorgânicas. Principais técnicas utilizadas para caracterizar compostos 
inorgânicos metálicos: difração difração de raios-X (método de Rietveld), microscopia de 
varredura de elétrons (ME), microscopia de transmissão de elétrons (MET), espectroscopia 
de raios-X, espectroscopia de absorção, microscopia de força atômica, microanálise 
elementar, espectroscopia UV-VIS, FT-IR e Raman, métodos térmicos, análise elementar, 
técnicas de ressonância.  
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